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Cher Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-jcdnf copie de la premiere lettre 
officielle emise par 1'Offke AmMcain des Brevets a I'encontre de votre 
demande de brevet en reference, pour laquelle vous trouverez ci-apffes nos 
commentaries. 

Pour rappel, cette demande de brevet US 12/426,994 a ete deposes le 21 Avrii 
2009 et est sous priority de la demande francaise FR0852688 deposee le 22 Avril 
2008. 

La farrdlle de brevet correspondante comprend en outre: 

- urt brevet delivre' en Europe (pour FAllemagne, la Prance et 3e 
Royaume-Uni) EP21 12485 ; 

urt brevet delivre au Canada CA2664715; 

- une demande de brevet au Japon TP2QQ9265101 en cours d'e> 

- une demande de brevet en Chine CNI01571423 en cours d'e 

- une demande de brevet en Coree 10-2009-0035016 e n cours d'examen. 

Les principales objections formulees par 1'examiirateur dans cette 
communication sont les suivantes ; 
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1'objet de l'inventian' telle que definie en revendication 1 se limits a un 
algorithms de calcul et serait depourvu d'un caract&re utile et concret 
an sens des dispositions legates en matiere de brevet aux Etats-Urds et 
de ce fait serait alors exclu du champ des inventions brevetables ; 

- les revendications 1-8/ 10, 1246 ne ser aient pas nouvelles an regard du 
document US 6,577,403 {ci-apres Dl) ; 

- I'objet des revendications 9 et 11 serait Evident au regard de 
renseignement du document Dl . 

1. Objections formelles. 

Dans le second paragraphs de la page 2 de cette lettre officieOe, l'examinateur 
emet des objections concernant 1' utilisation des termes ; 

- <* elementary mesh » (en particuiier dans la revendkatjon 3). 

Nous estimons qu'il conviendrait de remplacer cette expression par 
« elementary mesh cell >» conformement a la traduction en langue 
anglaise des revendications du brevet EP21 12485 (N° de publication), 
Nous soiihaiterions obfenir yotre avis stir ce point. 

« multilateral shift mterterometry » (p2, 13). 

L'e\arronateur sugg£re de remplacer terme pai "shearing 
interferometry '. Nous n'avons pas identify dans la pr£sente demande 
d'-£ls*mf?nts permettant d'explicitor cette expression et somrnes d'avis 
de la remplacer par 1 expression propose par re\airunateun Nous. 
souhaitenons obtenir votre avis sur ce point. 

2. O b j ecti o n s principalis 

• Under 35 USC 101 : invention exchte dxi champ de la 
brevetabiHte. Page 3 

L'exammateur reietto 13 revindication 1 au mutif qu'eEe est exitue du champ 
de la brevetabthfe car elle vise * protect 1 tin simple algorithms de calcul, a 
savoir ; 

« t!ie step a) mcfades the nniltiplicahon 

al) of a first phase function, Hie so called exclusion function FPE, 
which defines a meshing of usepil zones (ZuX which introduces no 
phase spatial variations in the tmnsmrswn or the reflection of t3w 
light of flip analyzed beam, and exclusion zones (Ze) introducing s 
rapid piuise variation and 

a2) a vcond plia^e function TP, the so-called pindamental phnss 
function wlach introduces, betioeen hvo neighboring light penal 


beams, a -phase shift PHI corresponding to a meshing selected among 
rectangular ami hexagonal meshings. " 


Nous avons effectae" une premiere analyse du document Dl, qui est cite dans la 
suite de la presente lefctre officiede au titre de la nouveaute et de l'activite inventive. 
0 ressort de cette analyse que l'objef de cette presents demande est sertsiblement 
similaire & celui de Dl et de D1.0, D'ailleurs, 1'examrnateur se fonde sur ces 
documents pour remetixe en cause la rtouveaute" de la presents invention, et en 
particulier celle de la revendication 1. 

Pour menioire, le document Di a pour titulaire l'ONERA et pout inventeur 
Messieurs Primot Jerome et Gugrineau Micoks. 11 a e"te depose aux Etats-Unis so u s 
priorite du brevet francais FR2795175 (ci-apres D1.0) dont le titre est ie suivant : 
« mterferornetre optique achromatique, du type a sensibility continument 
reglable ». Ce document Dl n'est plus en vigueur aupres de 1'USPTO depuis 2007 
pour cause de non paiement d'annuites. 

Dans ie cadre de I'examen de cette demande de brevet Dl, urte objection similaire a 
£te" formulae par 1'examinateur concemant en particular la revendication de 
precede cornprenanf la caracteristique relative a « la multiplication d'ime fortction 
d'irttensitg et d J une fonction de phase ». 

En effet, la revendication 1 du document Dl.Q (FK279517S) porte sur un prodde 
pour l'analyse de surface d'onde d'un faisceau de lurniere: 

K 1- Procld^ pour I'analyse de surface d'onde d'un faisseeau de lurniere, darts 
tequel: 

a) on place un reseau bidtmensiormat h maiUage rectangulaire dans un plan 
(Pc) perpendiculaire au faisceau de lurniere a analyser et optiquement conjugue du 
plan (PD) d'analyse de k surface d'onde, ce qui pmvoque une diffraction du faisceau 
en differents faisceaux emergents, et 

b) on cree et on observe dans un plan (Ps) situs' a distance choisie du plan (Pc) una 
image formee par I'mterf^rence des faisceaux emergenfs, image dont les 
deformations sont Me$ aux gradients de la surface d'onde analyses, caractexisd en ce 
que 1'operation a) comprend la multiplication d' 

al) vxip. fonction d'intensite" {&) qui ddfinit un maillage rectangulaire de sous- 
pupilles tranSmettaiit la lurrdere du faisceau a analyser en plusieurs faisceaux 
secondares disposes suivant un maillage rectangulaire avec, 

a2) une fonction de phase (FP) qui introduit, entre deux faisceaux secondares 
adjacente, un dejjhasage tel que ces deux faisceaux secondaires soient en opposition 
de phase. » 
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La revendication 4 dii document Dli) {FR2795175) porte siir un dispositif pour 
I' analyse de la surface d'onde d'un faisceau de lumiere : 

(< 4.Dispositif pour 3'analyse de la surface d'onde d'un faisceau 
de lumiere, comprenant : 

- alpha) une optique d 'entree (02 , 03 , 04 ), conjuguant optiquernent un plan de 
reference {PC ) avec le plan (PD ) dans lequel est analysee la surface d'onde, 

- beta ) un reseau bidimeosionncl a maillage rectangulaire (GR), place dans ie 
plan de reference (PC ), ce qui provoquc une diffraction du faisceau en different 
faisceaux emergents, et 

- gamma) des moyens d'observation de 1'image formed par i'interference des 
faisceaux emergents, image dont les defonnations sont liees au gradient de la 
surface d'onde analyses, 

caraetense" en ce que le reseau de beta) comprend : 

- un r£seau d'intensite- (GI) ayant une mailie <£lementaire d'intensite de longueur 
L scion la premiere direction du maillage et de largeur 1 selon la deuxieme 
direction du maillage, mailie oii est dispose un motif el£mentaire d'intensite, et 

- un r£seau de phase (GP) ayant une mailie el£mentaire de phase de longueur 21 
selon la premiere direction du maillage et de largeur 21 selon la deuxieme 
direction du maillage, rnaille ou est dispose" un motif elementaire de phase, tes 
cotes des mailles (2L, 21) du reseau de phase etant en coincidence avec ceux des 
mailles du reseau d'intensite, 

- Ie motif el£menfaire de phase ^tant tel qu'il introduit un dephasage voisin de pi 
(modulo 2pi ) entre deux faisccaux secondares traversant deux motifs 
element aires d'intensite adjacents. » 

La revendication 1 du document Dl (US 6,577,403) poxte sur ; 

« A system for analyzing the wavefront of a light beam, comprising: 

(a) input optics optically conjugating a reference plane with a plane in which said 
wavefront is analyzed, 

(b) a two-dimensional intensity grating with rectangular meshing in the 
reference plane, said intensity grating having an elementary intensity mesh in 
which an elementary intensity pattern is disposed and which is of length L in a 
first direction of said rectangular meshing and of width 1 in a second direction of 
said rectangular meshing, 

(c) a two-dimensional phase grating with rectangular meshing in the reference 
plane, said phase grating having an elementary phase mesh in which an 
elementary phase pattern is disposed and which is of length 2L in the first 
direction of said rectangular meshing of said phase grating and of width 21 in the 
second direction of said rectangular meshing of said phase grating, 
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(d) said elementary phase meshes having sides coinciding with sides of said 
elementary intensity meshes, and said elementary phase pattern introducing a 
phase shift close to PI {modulo 2 PI ) between two secondary beams passing 
through two adjacent elementary intensity patterns, and 

(e) means for observing an image formed by interference between said secondary 
beams in a plane located at a predetermined distance from said reference plane, 
deformations in said image being related to tine slope of the analyzed wavefront. 


La revendication 1 de ce document Dl correspond a la revindication 4 (de 
disposirif) du document D1,0, La revendication de proc£d£ de ce document D1.0 
rt'est plus presente dans ce document Dl. 

En effet r il sembleiait que la revendication de procede ait du* £tre abandonnee 
durant la procedure d'examen du document Dlsupres de 1'USFTO (office 
americain des brevets )? pour des raisons asscz semblables a 1' objection formulae 
dans ie cadre de la presente lettre officielle relative a i'exclusion du champ de la 
brevetabilite de la presente invention. 

Etant donne que Tobjet de la presente demande et celui de la fami He de brevet 
comportant les documents Dl et D1.0 sont fortement sirrulaires, U. convient id 
dans Toptique d'ecarter une telle objection de modifier la revendication 1 de 
procede de facon a definir de manieie plus technique et concrete les 
caracteristiques de la presente invention, 

A la lecture de la description de cette demands de brevet nous n'avons pas 
identify de caracteristiques techniques nouvelles susceptibles de definir de 
manieie plus dfitaillee la pariie caracterisante de la revendication 1: « etape de 
multiplication d'une fonction d'intensite' et d'une fonction de phase ». 

Cette modification de la revendication 1 permettrait d'ecarter une telle objection 
ainsi que celle portant sur le manque de nouveaute de 1'invention telle que 
definie dans le corps de cette revendication, 

Le delai pour deposer la reponse aupres de 1' office americain des brevets est fixe 
au 8 janvier 2012. 
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Nous vous remercions de bien voulolr nous fairs part de vos instructions et 
commentaires, de preference avant ce delai, Nous vous irtformons que ce dfiiai 
peut etre prolongs jusqu'au 8 mars 2012, moyenrtant le paiement de taxes 
suppl&mentaires. 

Nous vous prions d'agreer, Cher Monsieur, repression de nos salutations 
distinguees. 




/ 


El^onore DUPONT 



/ 


PJ ; - l te lettre offtcielle amgrkaine 

- Demande US 12/426,9994 

- Document EH : US 6,577, 403 <Primot et al) 


